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摘要(译)

本发明提供一种检测液晶显示面板良率的方法，将每一液晶显示面板(11)
内功能相同的信号线路均连接至一走线(12)，该走线(12)延伸至液晶显示
母板(1)的外围，形成一对应于所有液晶显示面板(11)的母板集结走线
(13)，使用各个母板集结走线(13)驱动液晶显示母板(1)，对所有液晶显示
面板(11)同时进行检测，相比于现有技术，能够减少检测前的一次切割、
薄化、二次切割，以及偏贴工序，从而节省时间，快速反应液晶显示面
板的品质及良率状况，提升检测效率。
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